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前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准是对JB/T 9473-1999《霍尔元件通用技术条件》的修订，本标准与JB/T 9473-1999相比，主要变化如下：
——第2章，采用了最新的引用文件；
——第3章，增加了“最大允许控制电压”、“霍尔输出电压”、“失调电压”、“控制电流降额曲线”、“控制电压降额曲线”、“零磁场剩余电压”、“内阻温度系数”、“霍尔电压平均温度系数”、“热阻”、“磁阻灵敏度”、“控制电流灵敏度”和“贮存温度范围”12个术语，删除了“可逆性”和“满度磁线性误差”2个术语；
—— 第4章，增加了“最大允许控制电压Vcm”和“额定控制电压Vc”2个基本参数和符号，增加了“控制电流降额曲线”和“控制电流降额曲线”两个参数；删除了“可逆性 Fn”1个基本参数和符号；
——修订了“输入电阻”和“输出电阻”2个试验方法；
——修订了第7章检验规则。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会（CMIF/TC17）归口。
本标准负责起草单位:沈阳仪表科学研究院有限公司、国家仪器仪表元器件质量监督检验中心、海宁嘉晨汽车电子技术有限公司、杭州电子科技大学、传感器国家工程研究中心、中国仪器仪表协会传感器分会。
本标准主要起草人: 徐丹辉，李洪儒，张阳，于振毅，王松亭，郑楠，钱正洪，白茹。
本标准所代替的历次版本发布情况：
——ZB N05 005—1988；
——JB/T 9473-1999。
霍尔元件 通用技术条件
1　 范围

本标准规定了霍尔元件的术语和定义、基本参数和符号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于非集成的半导体霍尔元件。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.3-2016环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化
GB/T 2423.60-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验U：引出端及整体安装件强度
GB/T 2828.1-2012计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检查）
GB/T 4475 敏感元器件术语
GB/T 7665 传感器通用术语
GB/T 4937.1-2006 半导体器件机械和气候试验方法 第1部分：总则
GB/T 4937.3-2012 半导体器件机械和气候试验方法 第3部分：外部目检
GB/T 4937.6  半导体器件机械和气候试验方法 第6部分：高温贮存
GB/T 4937.21 半导体器件机械和气候试验方法 第21部分：可焊性
GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验
IEC 60747-14-2-2000 半导体器件 第14-2 半导体传感器-霍尔元件
3　 术语和定义
GB/T 4475和GB/T 7665界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
乘积灵敏度 productsensitivity

在某一规定的控制电流下，霍尔电压与外加磁感应强度的比值。
零磁场剩余电压 zero magnetic field residual voltage

在恒温和无磁场条件下，将额定控制电流或额定控制电压加载到霍尔元件的输入端子，测出的霍尔元件输出端的电压即为零磁场剩余电压。
零磁场剩余电压时漂 zero magneticfield residual voltage time drift
在通以额定控制电流和不施加磁场条件下，零磁场剩余电压在一定的时间间隔内的最大变化量。
零磁场剩余电压温漂 zero magneticfield residual voltage temperature drift 

在通以额定控制电流和不施加磁场条件下，在一定的温区内每单位温度变化所引起的零磁场剩余电压的变化量。
输入电阻 inputresistance

当输出端与外部电路没有连接时，器件的输入端子之间的电阻。
输出电阻 output resistance

当输入端与外部电路没有连接时，器件的输出端子之间的电阻。
内阻温度系数Internal resistance temperature coefficient
将元件输出端开路，测量不同温度下的输入端电阻值。将其差值除以温差和平均输入电阻的乘积，取其百分数，即为内阻温度系数。
霍尔电压平均温度系数hall voltage average temperature coefficient
将元件置于恒定磁场中，通以额定控制电流，测量不同温度下开路的霍尔电压值。将其差值除以温差，再除以平均开路霍尔电压值，取其百分数，即为霍尔电压平均温度系数。
读数磁线性误差 read magnetic linear error 

控制电流或控制电压恒定，霍尔元件的输出与外部磁场强度之间的实际特性曲线与其最佳拟合直线的最大偏差。
霍尔元件的电线性误差 linearity eror of Hall element  

外部磁场恒定，霍尔元件的供电与输出之间的实际特性曲线与其最佳拟合直线的最大偏差。 

最大允许控制电流 maximum allowable control current

霍尔元件工作时所允许通过的最大控制电流值，超过此值，能使元件性能发生超过规定的变化。
最大允许控制电压 maximum allowable control voltage

霍尔元件工作时所允许加载的最大控制电压值，超过此值，能使元件性能发生超过规定的变化。
额定控制电流 rated control current  

在测试环境温度下，保证元件主要性能参数不超过规定值的工作电流。
热阻 Thermal resistance

热阻指的是当有热量在物体上传输时，在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。单位为开尔文每瓦特（K/W）或摄氏度每瓦特（℃/W）。
磁灵敏度 magnetoresistive sensitivity

在温度稳定的条件下，通以额定的控制电流，在一定的磁感应强度下，测量开路霍尔电压，取其与磁感应强度之比值。
控制电流灵敏度 control current sensitivity

在磁感应强度一定时，通以额定控制电流，测量元件的开路电压值，取其与额定控制电流之比值。
霍尔输出电压时漂 hall output voltage time drift
在一定的磁感应强度和额定控制电流下，并在一定的时间间隔内，霍尔电压的最大变化量与初始霍尔电压值之百分比。
霍尔输出电压 halloutput voltage

将额定控制电流或额定控制电压加载到霍尔元件的输入端子，在一定的磁场情况下，霍尔元件的两个输出端测量出的电压即为霍尔输出电压。
失调电压 offset voltage

将额定控制电流或额定控制电压加载到霍尔元件的输入端子，在没有磁场的情况下，测量出的霍尔输出电压即为失调电压。
控制电流降额曲线 control current drop curve

在工作温度范围内，最大允许控制电流随温度升高而下降的特征曲线。
控制电压降额曲线 control voltage drop curve

在工作温度范围内，最大允许控制电压随温度升高而下降的特征曲线。
工作温度范围 operating temperature range

元件能正常工作的环境温度范围。
贮存温度范围 storage temperature range

不会造成元件损坏及永久性特性变化的贮存温度范围。
4　 电磁特性参数和符号
电磁特性参数和符号见表1。
表1　 电磁特性参数和符号
	序号
	参数
	符号
	单位

	1
	乘积灵敏度
	SH
	mV/mA·T

	2
	零磁场剩余电压
	Vo 
	mV

	3
	零磁场剩余电压时漂
	ΔVot
	mV/h


	4
	零磁场剩余电压温漂
	DT
	mV/℃

	5
	输入电阻
	Rin
	Ω

	6
	输出电阻
	Rout
	Ω

	7
	内阻温度系数
	α
	%/℃

	8
	霍尔电压平均温度系数
	β
	%/℃

	9
	读数磁线性误差
	EBR
	%

	10
	电线性误差
	EI
	%

	11
	最大允许控制电流
	Icm 
	mA

	12
	最大允许控制电压
	Vcm 
	V

	13
	额定控制电流
	Ic 
	mA

	14
	额定控制电压
	Vc 
	V

	15
	热阻
	Rth
	℃/W


表1（续）

	序号
	参数
	符号
	单位

	16
	磁灵敏度
	SB
	mV/T

	17
	控制电流灵敏度
	SI
	mV/mA

	18
	控制电流灵敏度
	SV
	mV/V

	19
	霍尔输出电压时漂
	ΔVHt
	%/h

	20
	控制电流降额曲线
	—
	—

	21
	控制电压降额曲线
	—
	—

	22
	工作温度
	TOP
	℃

	23
	存储温度
	TST
	℃


5　 要求
5.1　 外观
元件外部封装应无锈、无腐蚀、无起泡、无脱落、标志清晰牢固，无封装或半封装的元件表面应无裂痕和缺陷。
5.2　 外形尺寸
按6.2的规定进行试验，元件外形尺寸应符合产品图样的要求。
5.3　 电磁特性
5.3.1　 乘积灵敏度
按6.4.2的规定进行试验，元件的乘积灵敏度应符合产品技术规格书的规定，变化量不得超过初始值的 1% 或 2.5%或 5%。
5.3.2　 零磁场剩余电压
按6.4.3的规定进行试验，元件的零磁场剩余电压应符合产品技术规格书的规定，变化量不应超过规范值的 1.5 倍。
5.3.3　 零磁场剩余电压时漂
按6.4.4的规定进行试验，元件的零磁场剩余电压时漂应符合产品技术规格书的规定，变化量不应超过规范值的1.5 倍。
5.3.4　 零磁场剩余电压温漂
按6.4.5的规定进行试验，元件的零磁场剩余电压温漂应符合产品技术规格书的规定。
5.3.5　 输入电阻
按6.4.6的规定进行试验，元件的输入电阻应符合产品技术规格书的规定。
5.3.6　 输出电阻
按6.4.7的规定进行试验，元件的输出电阻应符合产品技术规格书的规定。
5.3.7　 内阻温度系数
按6.4.8的规定进行试验，元件的内阻温度系数应符合产品技术规格书的规定。
5.3.8　 霍尔电压平均温度系数
按6.4.9的规定进行试验，元件的霍尔电压平均温度系数应符合产品技术规格书的规定。
5.3.9　 读数磁线性误差
按6.4.10的规定进行试验，元件的读数磁线性误差应符合产品技术规格书的规定。
5.3.10　 电线性误差
按6.4.11的规定进行试验，元件的电线性误差应符合产品技术规格书的规定。
5.3.11　 最大允许控制电流（适用时）
按6.4.12的规定进行试验，元件的最大允许控制电流应符合产品技术规格书的规定。
5.3.12　 最大允许控制电压（适用时）
按6.4.13的规定进行试验，元件的最大允许控制电压应符合产品技术规格书的规定。
5.3.13　 额定控制电流（适用时）
按6.4.14的规定进行试验，元件的额定控制电流应符合产品技术规格书的规定。
5.3.14　 额定控制电压（适用时）
按6.4.15的规定进行试验，元件的额定控制电压应符合产品技术规格书的规定。
5.3.15　 热阻
按6.4.16的规定进行试验，元件的热阻应符合产品技术规格书的规定。
5.3.16　 磁灵敏度
按6.4.17的规定进行试验，元件的磁灵敏度应符合产品技术规格书的规定。
5.3.17　 控制电流灵敏度（适用时）
按6.4.18的规定进行试验，元件的控制电流灵敏度应符合产品技术规格书的规定。
5.3.18　 控制电压灵敏度（适用时）
按6.4.19的规定进行试验，元件的控制电压灵敏度应符合产品技术规格书的规定。
5.3.19　 霍尔输出电压时漂
按6.4.20的规定进行试验，元件的霍尔输出电压时漂应符合产品技术规格书的规定。
5.3.20　 控制电流降额曲线
按6.4.21的规定进行试验，元件的控制电流降额曲线应符合产品技术规格书的规定。
5.3.21　 控制电压降额曲线
按6.4.22的规定进行试验，元件的控制电压降额曲线应符合产品技术规格书的规定。
5.3.22　 工作温度
元件的上、下限工作温度建议从下列数值中选取：
——下限工作温度：-55℃、-40℃、-25℃
——上限工作温度：70℃、85℃、100℃、125℃。
按6.4.23的规定进行试验，元件的工作温度应符合产品技术规格书的规定。
5.3.23　 存储温度
元件的上、下限存贮温度建议从下列数值中选取：
——下限工作温度：-55℃、-40℃
——上限工作温度：85℃、100℃、125℃。
按6.4.24的规定进行试验，元件的存储温度应符合产品技术规格书的规定。
5.4　 可焊性
元件引出端应易于焊接，按6.5的规定进行试验，可焊性应符合GB/T 4937.21的有关规定。
5.5　 绝缘性
按6.6的规定进行试验，元件的绝缘性应符合 GB/T 5095.2-1997的有关规定。
5.6　 引出端强度
沿引出端轴向离开试样本体的方向逐渐加0.98N力（没有任何冲击）保持10s±ls，按6.7的规定进行试验。试验后元件的电磁特性应符合5.3.1～5.3.6的规定。
5.7　 环境试验
5.7.1　 温度变化
按6.8.2的规定进行试验，试验后，元件应无机械损伤、外观及引出端无锈蚀，电磁特性应符合表2的规定。
5.7.2　 恒定湿热
按6.8.3的规定进行试验，试验后，元件应无机械损伤、外观及引出端无锈蚀，电磁特性应符合表2的规定。
5.7.3　 高温贮存
按6.8.4的规定进行试验，试验后，元件应无机械损伤、外观及引出端无锈蚀，电磁特性应符合表2的规定。
5.7.4　 振动
按6.8.5的规定进行试验，试验后，元件应无机械损伤、外观及引出端无锈蚀，电磁特性应符合5.3.1～5.3.6的规定。
5.7.5　 冲击
按6.8.6的规定进行试验，试验后，元件应无机械损伤、外观及引出端无锈蚀，电磁特性应符合5.3.1～5.3.6的规定。
5.7.6　 环境试验的失效判据
环境试验的失效判据按表2的规定。
表2　 环境试验的失效判据

	判定失效的参数
	失效判据

	SH乘积灵敏度
	变化量不应超过初始值的 1% 或 2.5%或 5%

	Vo零磁场剩余电压
	变化量不应超过规范值的 1.5 倍

	ΔVot零磁场剩余电压时漂
	变化量不应超过规范值的 1.5 倍


6　 试验方法
6.1　 试验条件和原则
测试和试验时的气候条件应符合GB/T 4937.1-2006的有关规定。在测试之前，应使样品放置达到温度平衡。测试期间的环境温度应在试验报告中说明。测试期间，样品不应受到气流、光照或其他可能引起误差的影响。
除另有规定外，所有的试验和恢复应在标准大气条件下进行：
——温度：15℃～35℃；
——相对湿度：45％～75％；
——气压：86kPa～106kPa。
6.2　 外观
根据器件尺寸大小放大3倍～10倍后进行目检。标志牢固性的试验方法应符合GB/T 4937.3-2012的规定。
器件不应出现以下任一情况：
a) 器件设计引出端标识、标志（内容、位置和清晰度）、材料、结构和工艺质量不符合适用的采购文件要求；
b) 可见的腐蚀、污染、破损（引线弯曲度大或折断，密封破裂，玻璃弯月形除外）、缺陷（剥落、起皮或起泡）、镀层损伤或底层金属暴露（涂层褪色不应视为失效，除非有起皮、针孔或腐蚀）；
c) 引线上粘有诸如漆或其他粘合物之类的无关材料；
d) 由于制造、操作、试验或下列因素造成的缺陷或损坏：封装断开或封装有裂缝。表面划痕不应视为失效，除非这些缺陷与本方法其他判据如标志、涂层等相违背。
6.3　 外形尺寸规格
用满足要求的量具或量仪检查元件的外形尺寸。
6.4　 电磁特性测试方法
6.4.1　 测试仪器要求
测试所用全部仪器的总误差不大于被测参数误差的1/2。
6.4.2　 乘积灵敏度
将霍尔输出端开路，控制电流端通以额定控制电流，磁感应强度取0.1T，测得的初始霍尔输出电压与控制电流及磁感应强度值的乘积之比。其失效判据见 5.7.6表2。
6.4.3　 零磁场剩余电压
在恒温和无磁场条件下，将额定控制电流或额定控制电压加载到霍尔元件的输入端子，测出的霍尔元件输出端的电压，取其中最大绝对值为零磁场剩余电压。其失效判据见 5.7.6表2。
6.4.4　 零磁场剩余电压时漂
在恒温和无磁场条件下，通以额定的控制电流，稳定0.5h后，开始测量零磁场剩余电压在1h内的最大变化值。其失效判据见 5.7.6表2。
6.4.5　 零磁场剩余电压温漂
将元件置于无磁场的恒温装置内，通以额定的控制电流，并稳定0.5h后，测量元件零磁场剩余电压在温度变化 10℃范围内的变化量，取其最大值的1/10。
6.4.6　 输入电阻
在温度稳定和不加磁场的条件下，将霍尔元件输出开路，沿控制电流方向测量霍尔元件两输入端（包括引线）之间的电阻值。试验方法应符合 IEC 60747-14-2-2000中的3.4输入电阻（Rin）的规定。
信号源应该是恒压源或恒流源，见图1。
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图1 输入电阻测试电路原理图
输入电阻的测试步骤如下：
a) 使用图1所示的测量电路，将指定的电压Vs或电流Is连接到霍尔元件的输入端1和3；
b) 测量霍尔元件输入端1和3之间的电流Im或电压Vm；
c) 用公式(1)或(2)计算输入电阻。 
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6.4.7　 输出电阻
在温度稳定和不加磁场的条件下，沿控制电流方向测量霍尔元件两输出端（包括引线）之间的电阻值。试验方法应符合IEC 60747-14-2-2000中的3.5输出电阻（Rout）的规定。
信号源应该是恒压源或恒流源，见图2。
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图2 输出电阻测试电路原理图
电路图如图2，测试步骤如下：
a) 使用图2所示的测量电路，将指定的电压Vs或电流Is连接到霍尔元件的输出端2和4；
b) 测量霍尔元件输出端2和4之间的电流Im或电压Vm；
c) 用公式(3)或(4)计算输出电阻。 
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6.4.8　 内阻温度系数
将元件放在无磁场的恒温装置内，并将元件输出端开路，在工作温度范围内测量不少于五个温度区间的输入端电阻值（改变温度时温度稳定后再测量）。将其差值除以温差和平均输入电阻的乘积，取其百分数，即为内阻温度系数。按公式(5)计算：
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(5)
式中：
n——温度区间数；
R——输入端电阻值；
T——温度；
I——测试次数。
6.4.9　 霍尔电压平均温度系数
将元件置于无磁材料做的恒温装置内，然后将恒温装置置于磁感应强度为0.1T的恒定磁场中，通以额定控制电流，在工作温度范围内测量不少于五个温度区间的开路霍尔电压值（改变温度后要保证温度稳定）。将其差值除以温差，再除以平均开路霍尔电压值，取其百分数，即为霍尔电压平均温度系数。按公式(6)计算:
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式中：
U——开路霍尔电压值。
6.4.10　 读数磁线性误差
将初始点与读数点连成直线，找出该直线与该段实测曲线之间的最大偏差。计算该最大偏差与该段最大磁感应强度所对应的霍尔电压之百分比。按公式（7）计算：
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式中：
VHM——该段最大磁感应强度所对应的霍尔电压值；
VO——零磁场剩余电压值。
6.4.11　 电线性误差
在温度稳定的条件下，将磁感应强度恒定在0.1T ～ 0.3T范围内的某一数值，测控制电流从零变化到额定值时的开路霍尔电压变化曲线。将该曲线的两端点连成直线，找出该直线与实测曲线之间最大偏差。计算该最大偏差与额定控制电流所对应的开路霍尔电压值之百分比。按公式(8)计算：
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式中：
ΔVM——实测霍尔电压曲线与两端点连接直线间最大偏差；
V1——额定控制电流所对应的霍尔电压值。
6.4.12　 最大允许控制电流
先通以额定控制电流，经过一段时间(24h左右)的稳定后，测出元件的零磁场剩余电压。然后将控制电流加大到最大允许控制电流，经过同样时间的稳定后测出元件的零磁场剩余电压。最后计算其零磁场剩余电压的变化量与其在额定控制电流和标准磁场(0.1T)时的霍尔电压的百分比。该百分比应不大于±5%。
6.4.13　 最大允许控制电压
先通以额定控制电压，经过一段时间(24h左右)的稳定后，测出元件的零磁场剩余电压。然后将控制电流加大到最大允许控制电流，经过同样时间的稳定后测出元件的零磁场剩余电压。最后计算其零磁场剩余电压的变化量与其在额定控制电压和标准磁场(0.1T)时的霍尔电压的百分比。该百分比应不大于±5%。
6.4.14　 额定控制电流
在测试环境温度下，通以额定控制电流，逐项测量元件的各主要性能参数，使其不超过规定值。
6.4.15　 额定控制电压
在测试环境温度下，通以额定控制电压，逐项测量元件的各主要性能参数，使其不超过规定值。
6.4.16　 热阻
将霍尔元件置于无磁场的恒温装置内，先分别测量元件不通控制电流时在25℃与35℃的输入电阻值。然后将恒温装置内的温度控制在25℃±1℃，再改变控制电流的大小，同时测量元件输入电阻值。当输入电阻值与35℃时的输入电阻值相同时，即认为元件表面温度已升高10℃，此时的控制电流值的平方乘以输入极的电阻值即得元件的耗散功率。取霍尔片平均温度和环境基准点温度之差除以霍尔片中的耗散功率所得的商即为热阻。
6.4.17　 磁灵敏度
在温度稳定的条件下，通以额定的控制电流，测磁感应强度为0.1T时的开路霍尔电压，取其与磁感应强度之比值。
6.4.18　 控制电流灵敏度
在磁感应强度为0.1T时，通以额定控制电流，测量元件的开路霍尔电压值，取其与额定控制电流之比值。
6.4.19　 控制电压灵敏度
在磁感应强度为0.1T时，通以额定控制电压，测量元件的开路霍尔电压值，取其与额定控制电压之比值。
6.4.20　 霍尔输出电压时漂
在恒温条件下，将元件放在磁感应强度为0.3T的恒定磁场中，通以额定控制电流并稳定0.5h后，测量开路祖尔电压在1h内变化之最大值与初始霍尔电压的百分比。
6.4.21　 控制电流降额曲线
在元件的工作温度范围内均匀选择5个温度点，在每一个测温点按6.4.12方法测量出该温度下的最大允许控制电流，从而得到一个随着温度升高而最大允许控制电流逐步降低的一个对应关系。
6.4.22　 控制电压降额曲线
在元件的工作温度范围内均匀选择5个温度点，在每一个测温点按6.4.13方法测量出该温度下的最大允许控制电压，从而得到一个随着温度升高而最大允许控制电压逐步降低的一个对应关系。
6.4.23　 工作温度
元件输入端加载额定的控制电流或额定的控制电压，将元件放置在下限存贮温度环境下2小时，然后测量元件的乘积灵敏度和零磁场剩余电压性能参数，结果应符合产品规格书的规定；元件输入端加载额定的控制电流或额定的控制电压，将元件放置在上限存贮温度环境下2小时，然后测量元件的乘积灵敏度和零磁场剩余电压性能参数，结果应符合产品规格书的规定。
6.4.24　 存储温度
在不通电的情况下，将元件放置在下限存储温度环境下24h后取出，在室温下放置2h后测量乘积灵敏度、零磁场剩余电压、输入电阻和输出电阻指标，四项指标应符合产品规格书的规定；在不通电的情况下，将元件放置在上限存储温度环境下24h后取出，在室温下放置2h后测量乘积灵敏度、零磁场剩余电压、输入电阻和输出电阻指标，四项指标应符合产品规格书的规定。
6.5　 可焊性
按照GB/T 4937.21的规定进行试验。 

6.6　 绝缘性
6.6.1　 一般要求
按GB/T 5095.2-1997中《第三篇 绝缘试验》的规定进行。
测量绝缘电阻，其回路的直流电压为10V±1V、100V±15V或500V±50V。
测量绝缘电阻时必须读取稳定的数值。如果未达到稳定，则应在加压后的60s±5s内读取数值。绝缘电阻应不小于详细规范中所规定的值。
6.6.2　 测量方法
试验样品的绝缘电阻，应在每个被测试的引出端与连接到外壳或安装板上的其余所有引出端之间，依次加规定的试验电压进行测量。
6.7　 引出端强度
按 GB/T 2423.60-2008中试验Ua1：拉力试验的规定，将霍尔元件本体固定，使其引出线处于正常位置，然后在四个引线上分别做拉力试验。沿引出端轴向离开试样本体的方向逐渐加0.98N力（没有任何冲击）保持10s±ls。
6.8　 环境试验
6.8.1　 环境试验原则
环境试验结束后，在标准大气压条件下恢复 2h～24h，检查有无损伤及短路现象，再重新测量规定的参数。
6.8.2　 温度变化
按GB/T 2423.22-2012中试验Nb：规定变化速率的温度变化规定的试验方法进行。
6.8.3　 恒定湿热
按 GB/T 2423.3-2016中的有关规定进行。试验的严酷等级定为2d。
6.8.4　 高温贮存
按GB/T 4937.6的有关规定进行。
6.8.5　 振动
将非工作状态的霍尔元件紧固在振动台上，引出端加以适当的保护。试验条件如下：
——振动频率：50Hz±10Hz；
——振动加速度：98m/s²～196m/s²；
——振动方向及时间：水平和垂直方向各1h。
6.8.6　 冲击
将霍尔元件紧固在冲击台上，引出线加以适当的保护。试验条件如下：
——冲击频率：50次/min±1次/min；
——冲击加速度：980m/s²；
——冲击方向和时间：水平和垂直方向各l000次。
7　 检验规则
7.1　 检验分类
检验分为出厂检验和型式检验。
7.2　 出厂检验
霍尔元件应经制造厂检验部门按照规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂。出厂检验的抽样方案应按GB/T2828.1—2012正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ进行抽样。
出厂检验项目、检验顺序按表3规定进行。
表3　 出厂检验项目表
	序号
	检验项目
	要求章条号
	试验方法章条号
	AQL

	1
	外观
	5.1
	6.2
	1.0

	2
	外形尺寸结构
	5.2
	6.3
	

	3
	乘积灵敏度
	5.3.1
	6.4.2
	 0.65

	4
	零磁场剩余电压
	5.3.2
	6.4.3
	

	5
	零磁场剩余电压时漂
	5.3.3
	6.4.4
	

	6
	零磁场剩余电压温漂
	5.3.4
	6.4.5
	

	7
	输入电阻
	5.3.5
	6.4.6
	

	8
	输出电阻
	5.3.6
	6.4.7
	


7.3　 型式检验
7.3.1　 检验原则
霍尔元件具备下列情况之一时，应进行型式检验。
——新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；
——正式生产后，如结构、材料、工艺等有重大改变；
——正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性地进行检验，检验周期一般应为二年；
——产品停产一年以上，恢复生产时；
——同类型产品进行比对时；
——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.3.2　 型式检验项目
型式检验项目及检验顺序按表4的规定进行，根据霍尔元件的不同用途可适当增减检验项目。

表4　 型式检验项目表
	序号
	试验组别
	检验项目
	要求章条号
	试验方法
章条号
	RQL
	样品数量

	1
	0
	外观
	5.1
	6.2
	15
	25

	2
	
	外形尺寸结构
	5.2
	6.3
	
	

	3
	
	乘积灵敏度
	5.3.1
	6.4.2
	
	

	4
	
	零磁场剩余电压
	5.3.2
	6.4.3
	
	

	5
	
	零磁场剩余电压时漂
	5.3.3
	6.4.4
	
	

	6
	
	零磁场剩余电压温漂
	5.3.4
	6.4.5
	
	

	7
	
	输入电阻
	5.3.5
	6.4.6
	
	

	8
	
	输出电阻
	5.3.6
	6.4.7
	
	

	9
	
	内阻温度系数
	5.3.7
	6.4.8
	
	

	10
	
	霍尔电压平均温度系数
	5.3.8
	6.4.9
	
	

	11
	
	读数磁线性误差
	5.3.9
	6.4.10
	
	

	12
	
	电线性误差
	5.3.10
	6.4.11
	
	

	13
	
	最大允许控制电流
	5.3.11
	6.4.12
	
	

	14
	
	最大允许控制电压
	5.3.12
	6.4.13
	
	

	15
	
	额定控制电流
	5.2.13
	6.4.14
	
	

	16
	
	额定控制电压
	5.3.14
	6.4.15
	
	

	17
	
	热阻
	5.3.15
	6.4.16
	
	

	18
	
	磁灵敏度
	5.3.16
	6.4.17
	
	

	19
	
	控制电流灵敏度
	5.3.17
	6.4.18
	
	

	20
	
	控制电压灵敏度
	5.3.18
	6.4.19
	
	

	21
	
	霍尔输出电压时漂
	5.3.19
	6.4.20
	
	

	22
	1
	可焊性
	5.4
	6.5
	15
	12

	23
	
	绝缘性
	5.5
	6.6
	
	

	24
	
	引出端强度
	5.6
	6.7
	
	

	25
	
	振动
	5.7.4
	6.8.5
	
	

	26
	
	冲击
	5.7.5
	6.8.6
	
	

	27
	2
	温度变化
	5.7.1
	6.8.2
	15
	12

	28
	
	恒定湿热
	5.7.2
	6.8.3
	
	

	29
	
	高温贮存
	5.7.3
	6.8.4
	
	


7.3.3　 抽样、判定规定
型式检验的抽样按GB/T 2829—2002的规定进行，采用判别水平Ⅱ的一次抽样方案。
型式检验的样品由生产单位检验部门从出厂检验合格的产品中随机抽取。抽取的样品统一进行0组试验，通过0组试验后的产品分成2组，分别进行1组和2组的试验项目。
检验分组、检验项目及不合格质量水平应符合表4的规定。3组检验同时合格为型式试验合格。
7.3.4　 对不合格判定的处理
检验结果被判定为型式检验不合格时，按GB/T 2829—2002中的规定进行处理。
7.3.5　 对型式检验后的样品的处理
经型式检验后的样品，按GB/T 2829—2002中的规定进行处理。
8　 标志、包装、运输、贮存
8.1　 标志

产品上应有下列清晰、牢固的标志（无封装或半封装的产品除外）：
e) 产品编号；
f) 产品商标；
g) 产品型号；
h) 生产年、月。
8.2　 包装
产品包装盒内应有产品检验合格证。包装盒上应有：
i) 产品编号；
j) 产品商标；
k) 产品型号；
l) 产品数量；
m) 检验员代号及生产年、月；
n) 生产单位。
8.3　 运输
产品在运输过程中，应防潮、防雨和防止机械损伤。
8.4　 贮存
产品应贮存在-10℃ ～ +40℃，相对湿度不大于80%，通风良好和无腐蚀性气体的仓库内。
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